
NCS Lab Research Laboratory e JEOL (ITALIA) S.p.A. 
sono lieti di invitarti al workshop

MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) 
NUOVE TECNOLOGIE ED APPLICAZIONI AVANZATE 

Una giornata interamente dedicata all’esplorazione delle tecnologie dei
microscopi SEM JEOL, con approfondimenti sulle tecniche e sui software
dedicati. L'evento offrirà un'ampia panoramica sulle applicazioni,
arricchita da dimostrazioni pratiche dal vivo su campioni reali.
Un’occasione imperdibile per scoprire le capacità del nuovo SEM da
banco JEOL Neoscope JCM-7000! 
Non lasciarti sfuggire la possibilità di analizzare i tuoi campioni.

Programma della giornata:

•  9:00 – 9:30  Accoglienza presso NCS Lab Research Laboratory (Carpi – MO)

• 9:30 – 10:15  Presentazione NCS Lab e applicazioni del SEM nella Failure Analysis 
                         NCS Lab (Lab Mgr. Rodrigo Davalli)

• 10:15 - 10: 45 Introduzione alla Microscopia Elettronica  
                         JEOL Italia (Dott. Paolo Ferraina)

• 10: 45 - 11:15  Presentazione del SEM da banco JEOL Neoscope JCM-7000  
                         JEOL Italia (Dott. Paolo Ferraina)

• 11.15 – 11.30   Coffee Break

• 11:30 – 12:00 Il nuovo JEOL FIB
                        JEOL Italia (Dott. Gabriele Bulla)

• 12:00 – 12:30 Analisi EDS e Software JEOL per differenti applicazioni 
                         JEOL Italia (Dott. Paolo Ferraina)

• 12:30 - 13:00 La Preparativa del Campione  
                         JEOL Italia (Dott. Gabriele Bulla)

• 13:00 – 14.00 Light Lunch Break

• 14:00 –16:00 Sessione Live: Osservazioni con il SEM da banco Neoscope  
                         JEOL JCM-7000 sui campioni dei partecipanti  
                         JEOL Italia (SEM Application Specialist: Alessandro Suranna)

• 16:00 Chiusura evento (NCS Lab-JEOL)

13 DICEMBRE

9.00 -16.00

NCS Lab Research Laboratory
Via Pola Esterna 4/13 
41012 Carpi (MO)

REGISTRATI: 
r.davalli@ncs-company.com

www.jeol.it

sales@jeol.it

Segui JEOL (EUROPE) sui canali social:

EVENTO GRATUITO A POSTI LIMITATI


